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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-02-21 AA ,Prifung von Prozesschemikalien fir die
Halbleitertechnologie“ im Normenausschuss Materialpriifung (NMP) erarbeitet.

DIN 50451 Prifung von Materialien fiir die Halbleitertechnologie — Bestimmung von Elementspuren in
Fliissigkeiten besteht aus:

— Teil 1: Silber (Ag), Gold (Au), Calcium (Ca), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Kalium (K) und Natrium (Na) in
Salpetersédure mittels AAS

— Teil 2: Calcium (Ca), Cobalt (Co), Chrom (Cr), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Nickel (Ni) und Zink (Zn) in Fluss-
sdure mittels Plasma-angeregter Emissionsspektrometrie

— Teil 3: Aluminium (Al), Cobalt (Co), Kupfer (Cu), Natrium (Na), Nickel (Ni) und Zink (Zn) in Salpetersdure
mittels ICP-MS

— Teil 4: Bestimmung von 34 Elementen in hochreinem Wasser durch Massenspektrometrie mit induktiv
gekoppeltem Plasma (ICP-MS)

— Teil 5: Leitlinie zur Auswahl von Werkstoffen und Priifung ihrer Eignung fiir Gerdte zur Probenahme und
Probenvorbereitung fiir die Elementspuren-Bestimmung im Bereich von Mikrogramm je Kilogramm und
Nanogramm je Kilogramm
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Einleitung

Zur Produktion hochstintegrierter Schaltkreise werden hochreine Chemikalien verwendet. Die Verunreinigung
durch einzelne Elemente liegt oft innerhalb eines typischen Bereiches von 0,01 ug/kg bis 0,5 ug/kg. Fur die
analytische Untersuchung dieser hochreinen Chemikalien ist es notwendig, probenberihrende Werkstoffe und
Geratekomponenten zu definieren, die keine signifikante Verunreinigung oder Veranderung der Proben
bewirken.
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